NOTIZEN

Probe hatte sich Kupfer auf dieses Band nieder-
geschlagen; durch Heizen des Bandes konnte Kupfer
auf die Probe zuriicksublimiert werden. Durch diese
Aufdampfischichten wird die Austrittsarbeit der un-
beriihrten Oberflache herabgesetzt. Bis zu 660 °C ist
der Temperaturkoeffizient der Austrittsarbeit negativ
(Abb. 1, Kurve 3). Nach dem Abkiihlen zeigt sich
etwa das urspriingliche Verhalten der Aufdampf-
schicht. Tempern oberhalb 800 °C zerstort nach Be-
obachtung mit Elektronenbeugung die Fehlordnung
der Aufdampfschichten® ?; bei der vorliegenden
Untersuchung zeigten sich nach einer solchen Tempe-
rung die Werte der unberiihrten Oberfliche. Ent-
sprechende Beobachtungen sind schon 1952 von
FarnsworTtH und Mitarbeitern an Ag-(001)-Flachen
gemacht worden 1. Eine dhnliche Abhingigkeit der
Austrittsarbeit von der Baufehlerdichte hatte sich bei
anderen Autoren ! 12 gezeigt, die das Material auf
gekiihlte Trager aufgedampft hatten; darauf waren
diese Schichten zur Rekristallisation getempert wor-
den.

Bestand das Aufdampfblech nicht aus Wolfram,
sondern aus Molybdén, so zeigten analoge Versuche
ein anderes Ergebnis: Blieb die Temperatur des
Molybdins wihrend des Aufdampfens unter 1500 °C,
so war die Austrittsarbeit gegeniiber der der unbe-
rithrten Oberflachen erhoht. Nach hoherer Tempera-

10 E.N. Crarke u. H. E. Farnswortn, Phys. Rev. 85, 484 [1952].
11 F. Baumany, Z. Phys. 158, 607 [1960].
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An Chrom wurde die Anderung des Gitter-
parameters mit der Temperatur zwischen 20 °C
und 1500 °C rontgenographisch bestimmt. Der
Reinheitsgrad der Chrom-Probe ist aus Tab.1 zu

ersehen.

| Elemente | Cr | Si Mn| S C P | o

99,4/0,02 /0,01 0,005 0,018 10,018 0,5

Gew.-Proz.

Tab. 1. Chemische Zusammensetzung des untersuchten
Probenmaterials.
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tur des Molybddns war bis herab zu 240 nm kein
Photostrom mehr mefibar. Auch ein Aufschmelzen
des Kupferkristalls stellte die urspriinglichen Ver-
hiltnisse nicht wieder her. Vom Molybdédn kam dem-
nach ein Stoff, der den lichtelektrischen Effekt von
Kupfer vergiftet.

Um den Einflul von Adsorptionsschichten zu pri-
fen, wurden Kupferkristalle etwa 15 Minuten lang
mit 4-1076 Torr begast durch Offnen des Ventils zur
Diffusionspumpe. Die Austrittsarbeit wurde bei
Drucken unter 1:107° Torr gemessen. Sie war wie-
der unabhingig von der kristallographischen Orien-
tierung der Oberflache und lag im Mittel um 0,02 eV
hoher als bei unberiihrten Oberflachen.

Im Arbeitsvakuum von weniger als 1-107° Torr
indern die unberiihrten Oberflichen ihre Austritts-
arbeit nicht merklich, wenn weniger als 24 Stunden
seit dem Erstarren vergangen sind. Nach langerer
Zeit steigt die Austrittsarbeit langsam an. Der Tem-
peraturgang 1aBt sich bis 660 °C reversibel verfolgen
(Abb. 1, Kurve 4 u. 5). Temperungen bei Tempera-
turen dicht unterhalb des Schmelzpunktes bringen
die Austrittsarbeit wieder auf den urspriinglichen
Wert der unberiihrten Kristalloberflachen.

Herrn Prof. Dr. W. Waipericu, Darmstadt, danken wir fiir
die Moglichkeit, diese Arbeit in seinem Institut zu beenden
und fiir groBziigige Unterstiitzung mit Geriten.

12 R. Sunrmany u. G. WebLER, Z. Angew. Phys. 14, 70 [1962].

Die Messungen des Gitterparameters erfolgten in
einer umgebauten Hochtemperaturkammer der Fa.
UNICAM, Cambridge. In diese Kammer wurde ein
aus einer Molybdandraht-Wicklung bestehender Ofen
eingebaut, der unter einem Vakuum von mindestens
107* Torr oder unter Helium-Schutzgas betrieben
wurde.

Die polykristalline Chromprobe bestand aus einem
massiven Stab, in den in der Mitte eine ebene Re-
flexionsflache eingefrast war. Die Probe konnte an
einer Exzenterschraube frei drehbar einjustiert wer-
den, so daB die Reflexionsfliche zentrisch in der
Kammer stand und vom Primaérstrahl voll getroffen
wurde. Bei bekannter Wellenldnge der Primar-
strahlung lieB sich zu einem bestimten Reflex
der zugehorige Glanzwinkel berechnen und genau
einstellen. Ein Zahlrohrdiffraktometer registrierte
die reflektierte Linie. Uber Einzelheiten dieses MeR-
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verfahrens wird an anderer Stelle ausfiihrlich berich-
tet!. Im vorliegenden Falle wurde die 110-Linie
von Chrom bei Cu-KuBestrahlung registriert und
die relative Verschiebung dieser Linie mit der Tem-
peratur beobachtet.

Die Temperaturmessung erfolgte mit einem PtRh-
PtRh-Thermoelement EL 18, dessen Létperle sich in
gutem thermischen Kontakt mit der Probe befand.
Die gefundene MeBgrofe ist jeweils ein da (a = Git-
terparameter), womit also die relative Anderung
des Gitterparameters mit der Temperatur bestimmt
ist. Eine absolute Eichung dieser Kurve geschah mit
Hilfe von Filmaufnahmen an Pulverproben des glei-
chen Materials bei 20 °C, 400 °C und 800 °C. Die
so absolut festgelegten MeBwerte fiir die Anderung
des Gitterparameters ¢ von Chrom in Abhingigkeit
von der Temperatur T sind in Abb. 1 wiedergege-
ben. Sowohl bei den Film- als auch bei den Zdhlrohr-
aufnahmen wurde das Probenmaterial zur Homo-
genisierung vor jeder Messung ca. 2 Stunden bei
1000 °C unter Schutzgas gegliiht.

Aus dem Verlauf der Mefipunktfolge in Abb. 1
ergibt sich fir die Temperaturabhingigkeit des Git-
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Abb. 1. Gitterparameter von Cr in Abhéngigkeit von der
Temperatur.
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NOTIZEN

terparameters von Chrom im Temperaturbereich

von 20 °C bis 1500 °C folgende Gleichung:
a=ay+bT+cT8 (1)
= 2,8823 A;
b=2,5-10"5 A/grad;
¢=3,0-10"12 A/grad®.

mit

Diese Funktion ist in Abb.1 eingezeichnet. Die
maximale Abweichung betragt 0,3% 0.

Ein Vergleich mit den Messungen von Fing, Grer-
~Ner und Ernis2, sowie von Suiry, Branpes und
MircueLL 3, deren Messungen sich bis 60 °C bzw.
250 °C erstreckten, zeigt eine gute Ubereinstim-
mung mit den vorliegenden Ergebnissen. Der von
Smirnow und FinkeL? angegebene Verlauf des Git-
terparameters von Chrom im Temperaturbereich
von Zimmertemperatur bis 750 °C stimmt mit den
in Abb. 1 gezeigten eigenen Mefwerten iiberein. Bei
der Aufstellung der Funktion a=f(7T) kommen die
genannten Autoren zu einer Gleichung der Form

a=ay+bT+cT? (2)
Eine Ausdehnung des MeBbereichs bis 1500 °C, wie

sie hier vorgenommen wurde, fiihrt jedoch zu einer
Funktion a=f(T) nach Gl. (1), in der zu dem
linearen Glied ein Glied mit 7% und nicht mit 77
hinzutritt. Es ist dabei nicht ausgeschlossen, daf} der
starke Anstieg des Gitterparameters von Chrom bei
hohen Temperaturen durch den im Probenmaterial
vorhandenen Sauerstoff mitbeeinflufit werden kann.

Gl. (1) beschreibt ebenfalls den Verlauf des Git-
terparameters von Chrom, wie er von VAsYUTINSKIJ,
Karramazow und FiNkerL® bis 1700 °C gemessen
wurde.

Herrn Prof. Dr. Heinricu Lance mochten wir fiir sein Inter-
esse und die stete Forderung unserer Arbeit recht herzlich
danken.

4 Yu. N. Smirnow u. V. A. FinkeL, Fiz. Metal. i Metalloved. 16,
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5 B. M. Vasyurinsks. G. N. Kartmazow u. V. A. Finker, Fiz.
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